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ISO/TC 202 : Liste des normes publiées

ISO  
14594(2003)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de lectronique de CastaingCastaing –
Lignes directrices pour la détermination des paramètres expérimentaux pour la spectrométrie à
dispersion de longueur d'onde  corr.2009

ISO  SC 2
14595(2003)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de lectronique de CastaingCastaing –
Lignes directrices pour les spécifications des matériaux de référence certifiés (CRM) corr.2005

ISO 
15632(2002)

Spécifications instrumentales pour spectromspectromèètres tres àà sséélection d'lection d'éénergie nergie avec détecteurs à semi‐
conducteurs 

ISO 
16592 (2006)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de Castaing lectronique de Castaing –
Lignes directrices pour le dosage du carbone dans les aciers par la droite d’étalonnage

ISO 
17470(2004)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de Castaing lectronique de Castaing ‐‐ Lignes directrices pour l'analyse qualitative 
ponctuelle par spectrométrie de rayons X à dispersion de longueur d'onde (WDS) 

ISO 
22029(2003)

Format standard de fichier pour échange de données spectrométriques

ISO 
22309(2006)

Analyse élémentaire quantitative par spectromspectroméétrie trie àà sséélection d'lection d'éénergie nergie (EDS)

ISO 
22489(2006)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de Castaing lectronique de Castaing ‐‐ Analyse quantitative ponctuelle d'échantillons 
massifs par spectrométrie X à dispersion de longueur d'onde 

ISO 
22493(2008)

Microscopie Microscopie éélectronique lectronique àà balayage balayage – Vocabulaire

ISO 
23833(2006)

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de Castaing lectronique de Castaing – Vocabulaire

ISO 
16700(2004)

Microscopie Microscopie éélectronique lectronique àà balayage balayage –
Lignes directrices pour l'étalonnage du grandissement d'image



Normes Titre français

ISO  24173 
(2009)

Lignes directrices pour la mesure d'orientation par diffraction d'diffraction d'éélectrons rlectrons réétrodiffustrodiffuséés s 



Liste des projets en cours à l’ISO/TC 202

SC2
ISO/CD 
11938

Analyse par microsonde Analyse par microsonde éélectronique de Castainglectronique de Castaing
Méthode de quantification pour l’analyse élémentaire surfacique par 
spectrométrie à dispersion de longueur d’onde

ISO/CD 
13067

Diffraction dDiffraction d’é’électrons rlectrons réétrodiffustrodiffuséés s 
Mesurage de la taille des grains et de leur distribution

ISO/AWI 
WG4 15632

Spécifications instrumentales pour spectromspectromèètres tres àà sséélection d'lection d'éénergienergie avec 
détecteurs à semi‐conducteurs

SC4
ISO/CD TS
24597

Microscopie Microscopie éélectronique lectronique àà balayage balayage 
Méthodes d’évaluation de la netteté des images

SC3
ISO/DIS 
25498

Microscopie Microscopie éélectronique en transmission analytique lectronique en transmission analytique 
Analyse par diffraction par sélection d’aire au moyen d’un microscope électronique 
en transmission

SC3
ISO/DIS 
29301

Microscopie Microscopie éélectronique en transmission analytique lectronique en transmission analytique 
Méthodes d’étalonnage du grandissement d’image au moyen de matériaux de 
référence donnant un diagramme de diffraction régulier


